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本文表明主平板环路干捞仪中存在一个特征矢量，它完全决定了干褂仪的表现;井求出此矢量在-些

情况下的值.建议用这种干渺仪形成一种新型干涉显橄镜，它可能优于过去用偏光分光干渺的方式.

一 三平板环路干涉仪的某些特性

文献 [1J 曾指出三平板干涉仪的一些特点及其一些可能的应用，本文将导出它的另一些

特性。

特性 1: 光线 OA 经过三平板系统后，成为两条光线。lAl 和 02A 2， 01Al 平行于 02A 2 。

这个特性是在文献 [lJ 中己证明的o 如图 1 所示，再由平面反射的成象特性2 0 1, O2 分

别是 O 的两个象， Al' A2 是 A 的两个象，则 01A1 和 02A2 与 OA 等长。 由此得出另一特

性。
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图 1

特性 2: 矢量。102 是三平板系统的特征矢量。对给定的三平板系统而言p 空间任一点

形成的两点象之间相联的矢量均与此特征矢量相等。由图 1 所示的 0102A1乌平行四边形，

可见任意点 A 的象 A1J Aa 间矢量 A1A2 与 0102 相等。

从这个特性p 我们就可以从某个特定的点象的情况，导出干涉仪的全部性质，下面给出

两个有代表性的特例。

特性 3: 若三平板有共同交线(在图 2 中相应于三直线交于一点)2 则特征矢量为霉。

取交点O作为物点p 则它也就是两种反射光路所成的象3 故特征矢量为零。由此可见特

征矢量大小由交钱不重合程度而定。

特性 4: 平板 AoA， BoB, 000 之间两两夹角都等于()， AoA 和 BoB 的交点 A 到u 0 00 
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图 2 图 3

的垂线长为吨如图 8 所示，则特征矢量之长为 4αaÍn ();其与 AoA 的夹角为 ()o

将交点 A 作为物点，它被两种反射光路所成的象分别是 .A1 和 .A2， 图中己作出有关的几

何关系。其中 .A' 和 A 相对于 000 面对称， .A1 和 .A' 相对于 BBo 面对称， A2 和 A' 相对于

AAo 面对称。不难证明上述几何结论。

当干涉仪的特征矢量为已知，则此干涉仪的性质也就完全确定。任意披面经过干涉仪

后成为两个波面p 它们一般相对于横向位移(剪切量)和纵向位移(光程差)。在白光干涉情

况下p 一般希望光程差不大p 此时应使出射波面近似与特征矢量相平行p 从而使剪切量约等

于特征矢量之值，此时可由波面和特征矢量间小夹角来控制光程差的大小。

二、干涉显微镜

关于三平板环路干涉仪，早已有人用过，例如参看文献[句，但是对这种干涉仪的特点，

如上节所述，则似乎还没有人述及3 因此用得并不广泛。 Normarski 也曾将此环路剪切干涉

仪用于显微术阻。他的这种做法要求样品不充满视场3 将 \飞

未被物体占有的部分与物体相干涉，而且要用两个相同的 L气

显微物镜o

各种干涉显微镜的技术方案中，有相当大部分都属剪

切干涉。反之，各种剪切干涉的技术方案都有可能适当地

用于显微术中2 我们这里就考虑将三平板剪切干涉仪用在

显微镜目镜前光路中，形成剪切干涉式的显微镜附件。过

去也有这种目镜式附件，如 Francon-N ormarski 双折射干
涉装置[4] 用偏振元件形成剪切干涉。我们设想用两个玻 图 4

璃小棱镜代替这种较复杂的装置。这也许将使干涉显微镜更为方便，而且便宜p 如图 4 所

刀亏。

将一般的五角棱镜分解为对称的二半，对称面作为分光的半透膜，从而形成三平面剪切
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干涉p 按照上节的特性 4，剪切量可以由二半部略不对称(沿交界滑移错开)而得到0; 而二波

面间光程则可由整个棱镜相对光轴小转动而控制(例如在微差法观察样品时，为达到高灵敏

度检测p 使两波面间程差为 λ/2)。至于为了在视场内引入等厚干涉条纹，则可将棱镜之一绕

交界面法线小转动，从而在垂直纸面的方向上形成棋角而达到。总之，这种玻璃小棱镜可以

做出 Franoon 在文献 [3J ~ 24 中述及的应用偏振现象的干涉显微镜(也是剪切干涉)的各种

效果。
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Abstract 

Au也hors demons也r础。由的曲。古hree plates cyclic in拍rferome古er has a charao旬到的io

vec古or whioh d的er皿ines all 世1e beha viours of this in拍rferometer. The value of 也his

vector in 80me special cases has been derived. Wi古h 也担 interferom的er a new type of 

in古erference microsoope has been proposed whioh maybe superiorω 拙。 polarized on6 

used previously. 




